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Single crystal wafers for surface acoustic wave (SAW) device applications - Specifications and
measuring methods

Tranches monocristallines pour applications utilisant des dispositifs a ondes acoustiques de surface
(OAS) -
Spécifications et méthodes de mesure

Einkristall-Wafer fiir Oberflachenwellen-(OFW-)Bauelemente - Festlegungen und Messverfahren

Tato norma prejima anglickou verzi evropské normy EN 62276:2016. M4 stejny status jako oficialni
verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62276:2016. It has the
same status as the official version.

Nahrazeni predchozich norem

S ginnosti od 2019-11-28 se nahrazuje CSN EN 62276 ed. 2 (35 84 17) z ¢ervence 2013, ktera do
uvedeného data plati soubézné s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma se tyka vyroby orientovanych monokrystalickych desek ze syntetického kremene, lithium
niobatu (LN), lithium tantalatu (LT), lithium tetraboratu (LBO) a lanthan gallium silikatu (LGS). Tyto
monokrystalické desky se pouzivaji jako substraty pri vyrobé rezonatoru a filtrii s povrchovou
akustickou vinou (PAV).

Norma stanovuje specifikaci pozadavku na material a na desky, které jsou z ného vyrobeny. Déle
jsou uvedeny metody zkou$eni jednotlivych parametra monokrystalickych desek, véetné geometrie
a defektl povrchu, inkluzi, mrizkové konstanty, krystalové orientace a dal$i. Jsou rovnéz uvedeny
metody vizualni kontroly, identifikace, znaceni, baleni a dodaci podminky pro tyto desky.

Néarodni predmluva

Upozornéni na pouzivani této normy



Soubézné s touto normou je v souladu s predmluvou k EN 62276:2016 dovoleno do 2019-11-28
pouzivat dosud platnou CSN EN 62276 ed. 2 (35 84 17) z &ervence 2013.

Zmeény proti predchozi normé

Nové vydani normy obsahuje nasledujici vyznamné technické zmény:

- Oprava defini¢nich vztahu pro Eulerovy thly v tabulce 1 a osovych smérech na obrazku 3.
- Revize a podrobnéjsi vysvétleni definice ,dvojcete” ((krystalového) twin) v 3.3.3.

- Vbodu 4.2.13 a) se pro oblast zarodku na kiremenné podlozce (desti¢ce, waferu) klasifikuji tri
stupné pro maxi-

malni pocet leptovych kandlku, které neprochézeji z predni na zadni stranu podlozky (tj. ,skrz” celou
tloustku podlozky). Uzivatelé vyuzivaji i oblast zarodku kremenné podlozky pro zpracovani na
soucastky. Pozaduji proto kiemenné podlozky s mensim poctem leptovych kanélku v oblasti zarodku
ke snizeni poctu zavadnych soucastek. Klasifikace poctu leptovych kanalkl v oblasti zarodku tak
muze byt podnétem ke zvySeni kvality kfremennych podlozek.

Informace o citovanych dokumentech

IEC 60758:2016 zavedena v CSN EN 60758 ed. 3:2017 (35 8416) Krystaly syntetického kiemene -
Specifikace a pokyny k pouziti

ISO 2859-1:1999 zavedena v CSN ISO 2859-1:2000 (01 0261) Statistické prejimky srovnavanim -
Cést 1: Pfejimaci plany AQL pro kontrolu kazdé davky v sérii
Souvisici CSN

CSN EN 60862-1 ed. 2 (35 8450) Filtry hodnocené kvality s povrchovou akustickou vinou (PAV) -
Cést 1: Kmenové specifikace

CSN EN 60862-2 ed. 2 (35 8456) Filtry hodnocené kvality s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Cést
2: Navod k pouziti

CSN EN 60862-3 (35 8456) Filtry hodnocené jakosti s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Cést 3:
Normalizované rozméry

CSN EN 61019-1 (35 8450) Rezondtory s povrchovou akustickou vinou (PAV) - Cast 1: Kmenova
specifikace

CSN EN 61019-2 ed. 2 (01 4120) Rezonatory s povrchovou akustickou vinou (PAV) - Cést 2: Pokyn
k pouziti

CSN EN ISO 4287:1999 (01 4450) Geometrické pozadavky na vyrobky (GPS) - Struktura povrchu:
Profilova metoda - Terminy, definice a parametry struktury povrchu

Vysvétlivky k textu této normy

V piipadé nedatovanych odkazli na evropské/mezinarodni normy jsou CSN uvedené v ¢lancich
»Informace

normy. Pfi pouZivani této normy je tfeba pouZit takova vydani CSN, kterd prejimaji nejnovéjsi vydani
nedatovanych evropskych/mezinarodnich norem (véetné vsech zmén).



Vypracovani normy
Zpracovatel: Utad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zku$ebnictvi, IC 48135267
Technickd normalizacni komise: TNK 102 Soucastky a materialy pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovnik Utadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkudebnictvi: Ing. Milan Dian

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN v anglickém jazyce.



